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鉄系超伝導体の中で最も単純な結晶構造をもつ FeSe1-xTexは、様々な方法によって転移温度が急激に

上昇することから盛んに研究が行われている。当研究室ではパルスレーザー堆積法により全組成領域

の FeSe1-xTex薄膜の成膜に成功し、バルクでは得られない組成領域に転移温度の最大となる組成がある

ことを発見した[1]。興味深いことに、構造相転移が消失する組成で転移温度が大きく上昇する振舞い

が観測された[2]。転移温度の急激な変化は構造相転移の消失前後で超伝導状態が変化している可能性

を示唆している。そこで本研究では構造相転移消失前後の超伝導ギャップ構造の変化を調べるために、

磁場侵入長測定を行った。薄膜の磁場侵入長を測定するた

めに、伝送線共振器法を用いた[3]。FeSe1-xTex薄膜をサン

ドブラストによりコプレーナ型共振器(図. 1)へと加工し、

その共振周波数を測定し、磁場侵入長の温度依存性を求め

た。 

図１と図２はそれぞれ、FeSe0.8Te0.2薄膜と FeSe0.6Te0.4薄

膜の磁場侵入長の温度依存性(0.13≲T/Tc)である。どちらの

試料も磁場侵入長はベキ関数的な温度依存性を示す。構造

相転移を示す FeSe0.8Te0.2薄膜ではベキが凡そ 1.4 で、ライ

ンノードの存在を示唆している。一方で構造相転移が消失

した FeSe0.6Te0.4薄膜ではベキは凡そ 2.2 が得られた。多ギ

ャップ超伝導体では、2 より大きいベキは元々ノードレス

である超伝導ギャップがディスオーダーによりほとんど

ギャップレスになっていることを示唆している[4]。この結

果は、構造相転移消失の前後で超伝導ギャップ構造が変化

していることを示唆している。 
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図 1 .作成したコプレーナ共振器 

 

図 2. FeSe0.8Te0.2薄膜の磁場侵入長の温度依存性 

 

図 3. FeSe0.8Te0.2薄膜の磁場侵入長の温度依存性 
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